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(57) Abstract: The invention relates to a weather and corrosion-resistant reflector with high overall reflection in the visible and 
infrared wavelength ranges. Said reflector contains a reflector body with a reflective surface consisting of aluminium or an aluminium 
alloy or a reflector body with a reflection coating consisting of aluminium or an aluminium alloy. The reflector also contains an 
outer, final, transparent protective layer consisting of a sol-gel coating which is thicker than 1 um. The transparent sol-gel coating is 
a polymer consisting of cross-linked inorganic siloxanes with alcohol groups that are bonded to the silicon with a carbon bond. The 
sol-gel coating is produced in a sol-gel process and after having been applied to the reflector body, is dried and hardened using heat. 
The protective layer is characterized by its excellent resistance to weather, corrosion and abrasion. 

(57) Zusam menfassung: Die Erfindung betrifft einen witterungs- und korrosionsbestandiger Reflektor mit hoher Gesamtreflexion 
im sichtbaren und infraroten Wellenlangenbereich, welcher einen Reflektorkorper mit einer reflektierenden Oberflache aus Alu- 
minium oder einer Aluminiumlegierung bzw. einen Reflektorkorper mit einer Reflexionsbeschichtung aus Aluminium oder einer 
Aluminiumlegierung enthalt. Der Reflektor enthalt ferner eine aussen liegende, abschliessende transparente Schutzschicht aus einem 
Sol-Gel-Lack einer Dicke von grosser als 1 jum. Der transparente Sol-Gel -Lack ist ein Polymer aus vernetzten anorganischen Siloxa- 
nen mit uber eine Kohlenstoffbindung mit dem Silizium verbundenen Alkylgruppen. Der Sol-Gel-Lack wird in einem Sol-Gel-Ver- 
fahren hergestellt und nach Auftrag auf den Reflektorkorper unter Warmeeinfluss getrocknet und ausgehartet. Die Schutzschicht 
zeichnet sich durch ihre ausgezeichnete Witterungs- und Korrosions-sowie Abriebbestandigkeit aus. 
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Reflektor 

Vorliegende Erfindung betrifft einen Witterungs- und korrosionsbestandigen Reflektor fiir 
elektromagnetische Strahlung, insbesondere fur Infrarot-Strahlung, sichtbares Licht und Ul- 
traviolett-Strahlung, mit hoher Gesamtreflexion, enthaltend einen Reflektorkorper aus Alu- 
5 minium oder einer Aluminiumlegierung mit einer reflektierenden Oberflache oder enthal- 
tend einen Reflektorkorper mit einer eine reflektierende Oberflache ausbildenden Refle- 
xionsschicht aus Aluminium oder einer Aluminiumlegierung, sowie ein Verfahren zur Her- 
stellung eines erfindungsgemassen Reflektors. 

Es ist allgemein bekannt, Bander in Glanzwerkstoffen, z.B. Reinaluminium, Reinstalumini- 
10 um oder AlMg-Legierungen auf Basis von Aluminium mit einem Reinheitsgrad von 99,5% 
und grosser, wie z.B. 99,8%, die je nach Anwendung diffuse oder gerichtete Lichtreflexion 
erzeugen, herzustellen. Es ist auch bekannt, zur Erhohung der gerichteten Reflexion die 
Oberflachen von solchen Bandern chemisch oder elektrolytisch zu glanzen und anschlies- 
send durch anodische Oxidation eine Schutzschicht von z.B. 2-10 jam Schichtdicke zu er- 
15 zeugen. 

Solche Reflektoren weisen jedoch in der freien Bewitterung eine beschrankte Lebensdauer 
aus. Feuchtigkeit im Zusammenwirken mit UV-Strahlung oder CO2, S0 2 oder Schadstoffen 
allgemein fiihren zur Reduktion der Reflexionswerte, das heisst zur Reduktion des Glanzes 
bzw. der Gesamtreflexion. 

20 Der Anodisationsprozess und die verhaltnismassig hohe Schichtdicke der Anodisations- 
schicht von beispielsweise 2-10 |am fiihren zudem insbesondere bei weniger reinen Alumi- 
niumwerkstoffen zu einer Herabsetzung des Reflexionsgrades an der Oberflache, d.h. zu 
einer Herabsetzung sowohl der Gesamtreflexion wie auch der gerichteten Reflexion durch 
Absorption und diffuse Lichtstreuung in der Oxidschicht. Um die vorgenannten Nachteile in 

25 Grenzen zu halten, mtissen deshalb hochreine und teure Glanzlegierungen auf Basis von 
Reinstaluminium eingesetzt werden. Hochreine Aluminiumwerkstoffe weisen jedoch viel- 
fach ein ungeniigendes Umformverhalten und tiefe Streckgrenzen auf, d.h. ihre Festigkeit ist 
relativ gering. 

Bekannt sind auch Reflektoren aus ruckseitig mit Aluminium oder Silber verspiegelten 
30 Glasflachen. Solche Reflektoren sind jedoch in ihrer Fertigung teuer. Sie weisen zudem ein 
hohes Gewicht auf, sind zerbrechlich und nicht verformbar. 

Aufgabe vorliegender Erfindung ist es, einen Reflektor vorzuschlagen, dessen reflektierende 
Seite witterungs- und korrosionsbestandig sowie gegen mechanische Einflusse bestandig 
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und femer gut zu reinigen ist. Uberdies soil die Herstellung in einem kontinuierlichen Ferti- 
gungsverfahren moglich sein. 

Erfindungsgemass wird die Aufgabe dadurch gelost, dass die reflektierende Oberflache aus 
Aluminium oder einer Aluminiumlegierung eine Rauhigkeit Ra von kleiner als 0,1 jam nach 
5 DIN 4761 bis 4768 aufweist und der Reflektor eine aussen liegende, abschliessende transpa- 
rente Schutzschicht aus einem Polymer einer Dicke von grosser als 1 jam enthalt und der 
Reflektor gemass 2000h QUV-Test nach ASTM G 53-96 Einbussen in der Gesamtreflexion 
und im Glanz von weniger als 5% aufweist. 

Unter transparenter Schutzschicht ist insbesondere eine klare, farblose, durchsichtige 
10 Schutzschicht zu verstehen. Die Schutzschicht ist vorzugsweise ein Sol-Gel-Lack, insbeson- 
dere ein Sol-Gel-Lack aus einem Polysiloxan und vorteilhaft ein Sol-Gel-Lack aus einem 
aus einer alkoholischen Silan-Losung und einer wassrigen kolloidalen Kieselsaure-Losung 
hergestellten Polysiloxan. Polysiloxan ist dabei der Begriff fur Polymere aus vernetzten Si- 
loxanen. 

15 Die reflektierende Oberflache kann durch eine auf den Reflektorkorper aufgetragene metal- 
lische Reflexionsschicht oder bevorzugt durch die Reflektorkorperoberflache selbst ausge- 
bildet sein. 

Der Reflektorkorper besteht aus oder weist wenigstens eine freie Oberflache, insbesondere 
eine Beschichtung, aus einem Metall, insbesondere aus Aluminium oder einer Aluminium- 

20 legierung, wie z.B. Aluminium mit einer Reinheit von 98,3% und hoher, auf. Der Reflektor- 
korper besteht aus oder weist wenigstens eine freie Oberflache, insbesondere eine Be- 
schichtung, vorteilhaft aus Aluminium mit einer Reinheit von 99,0% und hoher, fallweise 
auch mit einer Reinheit von 99,5% und hoher, vorzugsweise jedoch mit einer Reinheit von 
99,7% und hoher, und insbesondere von 99,8% und hoher, auf. Neben Aluminium genannter 

25 Reinheiten konnen bevorzugt auch Aluminiumlegierungen eingesetzt werden. Bevorzugte 
Legierungen sind diejenigen der Klassen AA 1000, AA 3000 und AA 5000. Weitere an- 
wendbare Legierungen enthalten beispielsweise 0,25 bis 5 Gew.-%, insbesondere 0,5 bis 4 
Gew.-%, Magnesium oder enthalten 0,2 bis 2 Gew.-% Mangan oder enthalten 0,5 bis 5 
Gew.-% Magnesium und 0,2 bis 2 Gew.-% Mangan, insbesondere 1 Gew.-% Magnesium 

30 und 0,5 Gew.-% Mangan oder enthalten 0,1 bis 12 Gew.-%, vorzugsweise 0,1 bis 5 Gew.-%, 
Kupfer oder enthalten 0,5 bis 6 Gew.-% Zink und 0,5 bis 5 Gew.-% Magnesium oder ent- 
halten 0,5 bis 6 Gew.-% Zink, 0,5 bis 5 Gew.-% Magnesium und 0,5 bis 5 Gew.-% Kupfer 
oder enthalten 0,5 bis 2 Gew.-% Eisen und 0,2 bis 2 Gew.-% Mangan, insbesondere 1,5 
Gew.-% Eisen und 0,4 Gew.-% Mangan oder AlMgSi-Legierungen oder AlFeSi-Legierun- 
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gen. Weitere Beispiele sind AlMgCu-Legierungen, wie A199,85MgO,8Cu oder AlMg-Legie- 
rungen, wie AlMgl, oder AlFeMn-Legierungen wie AlFeMnl,5. 

Der Reflektorkorper ist bevorzugt ein Walzprodukt und insbesondere ein gewalztes Blech, 
oder Band, eine gewalzte Folie oder Platte aus walzbarem Aluminium oder einer walzbaren 
5 Aluminiumlegierung. Der Reflektorkorper als Walzprodukt kann gegebenenfalls z.B. durch 
Biegen, Tiefziehen, Kaltfliesspressen und dgl. umgeformt sein. 

Ferner konnen als Reflektorkorper alle raumlichen Gebilde, die wenigstens eine freie Ober- 
flache aus einem vorgenannten Aluminium oder einer der vorgenannten Aluminiumlegie- 
rungen enthalten oder die vollstandig daraus bestehen, zur Anwendung gelangen. Es konnen 
10 auch nur Teilbereiche oder begrenzte Oberflachenbereiche des Reflektorkorpers aus den 
vorgenannten Aluminiumwerkstoffen oder Aluminiumlegierungen bestehen. Weiters kon- 
nen die genannten raumlichen Gebilde Profile oder Balken sein. 

Ferner konnen die Reflektorkorper auch Guss- oder Schmiedeteile aus Aluminium oder ei- 
ner Aluminiumlegierung sein. 

15 Je nach Einsatzzweck kann der ganze Reflektorkorper aus Aluminium oder einer Alumini- 
umlegierung sein, es konnen aber auch nur Teilbereiche oder Oberflachenbereiche daraus 
bestehen. Das Material aus Aluminium oder der Aluminiumlegierung, z.B. in der Ausfuh- 
rung eines Bleches, einer Folie oder Platte oder einer Beschichtung, kann auch Teil oder 
Teiloberflache eines Verbundes darstellen, z.B. eines Folienverbundes oder Laminates belie- 

20 biger Werkstoffe, wie z.B. aus Kunststoffen und Aluminium, wie Al-beschichteter Kunst- 
stoff , oder Al-beschichtetes Eisen- oder Stahlblech. 

Die Reflektorkorperoberflache, d.h. die Aluminiumoberflache des Reflektorkorpers, kann 
beispielsweise durch chemische und/oder mechanische Veranderung, wie z.B. Walzen, 
Schmieden, Kaltfliesspressen, Pressen oder Giessen erzeugt werden. Die reflexionswirksa- 
25 me Oberflache des Reflektorkorpers kann zusatzlich einer Nachbehandlung durch Schleifen, 
Polieren, Strahlen mit Hartstoffen usw. unterzogen werden. Bevorzugt sind Reflektorkorper 
mit Walzoberflachen, die mit glatten oder strukturierten Walzen erzeugt werden. 

Bevorzugt als Reflektorkorper sind Bleche und Bander, insbesondere gewalzte Bleche und 
Bander aus Aluminium oder einer Aluminiumlegierung der vorgenannten Beschaffenheit 
30 so wie Aluminium-beschichtetes Eisen- oder Stahlblech mit einer Dicke von beispielsweise 
0,1 bis 10 mm, vorzugsweise 1 bis 4 mm, insbesondere 0,2 bis 1,5 mm und besonders be- 
vorzugt 0,3 - 1 mm, wobei die Aluminium-Beschichtung ebenfalls ein Aluminium oder eine 
Aluminiumlegierung der vorgenannten Beschaffenheit ist. Ein Beispiel ist ein Aluminium- 
blech Al 99,5 (Reinheit 99,5%) der Dicke von 0,5 mm. 
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Die Oberflache des Reflektorkorpers, bzw. die reflektierende Oberflache, kann vorbehandelt 
sein und beispielsweise erne Vorbehandlungsschicht aufweisen. Die Vorbehandlungsschicht 
kann beispielsweise eine durch Chromatierung, Phosphatierung oder durch anodische Oxi- 
dation erzeugte Schicht sein. Vorzugsweise ist die Vorbehandlungsschicht aus anodisch oxi- 
5 diertem Aluminium und wird insbesondere direkt aus dem an der Oberflache des Reflektor- 
korpers liegenden Aluminium erzeugt. 

Die Vorbehandlungsschicht kann eine Dicke von beispielsweise wenigstens 10 nm, vor- 
zugsweise von wenigstens 20 nm, insbesondere von wenigstens 50 nm und vorteilhaft von 
wenigstens 100 nm aufweisen. Die maximale Dicke der Vorbehandlungsschicht betragt bei- 
10 spielsweise 5000 nm, vorzugsweise 1500 nm und insbesondere 300 nm. 

Die Vorbehandlungsschicht ist bevorzugt eine anodisch erzeugte Oxidschicht, die in einem 
nicht riicklosenden und vorzugsweise in einem rucklosenden Elektrolyten aufgebaut wurde. 
Die Vorbehandlungsschicht ist vorzugsweise eine porose, anodisch erzeugte Oxidschicht. 

Die Anodisation findet vorzugsweise in einem sauren Elektrolyten aus der Reihe der Phos- 
15 phorsaure-, Zitronensaure-, Weinsaure-, Chromsaureelektrolyte und insbesondere aus der 
Reihe der Schwefelsaureelektrolyte statt. Die Anodisation erfolgt im Wechsel- und vor- 
zugsweise im Gleichstromverfahren. Es ist Stiickanodisieren, wie auch Bandanodisieren 
moglich. 

Die anodische erzeugte Oxidschicht kann ferner einer Sealing- resp. Verdichtungsbehand- 
20 lung unterzogen werden. Die genannte Oxidschicht ist vorzugsweise nicht verdichtet. 

Die Vorbehandlungschicht kann auch eine Gelbchromatierschicht, eine Grunchromatier- 
schicht, eine Phosphatschicht oder eine chromfreie Vorbehandlungsschicht, die in einem 
Elektrolyten, enthaltend wenigstens eines der Elemente Ti, Zr, F, Mo oder Mn, aufgewach- 
sen ist, enthalten. 

25 Ferner kann die Aluminiumoberflache zur Vorbehandlung in einem chemischen oder elek- 
trochemischen Verfahren geglanzt sein oder einem alkalischen Beizprozess unterzogen sein. 
Solche Glanz- oder Beizverfahren werden vor dem Anodisieren durchgefiihrt. 

Vor dem Auftrag einer Vorbehandlungsschicht oder Durchfuhrung erster Vorbehandlungs- 
schritte wird die Reflektoroberflache zweckmassig entfettet und gereinigt. Die Vorbehand- 
30 lung kann auch lediglich ein Entfetten und Reinigen der Reflektoroberflache beinhalten. Die 
Reinigung der Oberflache kann auf an sich bekannte Weise, z.B. chemisch und/oder elektro- 
chemisch und sauer oder alkalisch, erfolgen. Sie bezweckt die Entfernung von Fremdsub- 
stanzen und gegebenenfalls der natiirlich entstanden Oxidschicht auf der Aluminiumoberfla- 
che. Als Reinigungsmittel eignen sich z.B. saure, wassrige Entfettungsmittel, alkalische Ent- 
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fettungsmittel auf der Basis von Polyphosphat und Borat. Eine Reinigung mit massigem bis 
starkem Materialabtrag bildet das Beizen oder Aetzen mittels stark alkalischen oder sauren 
Beizlosungen, wie z.B. Natronlauge oder ein Gemisch aus Salpetersaure und Flusssaure. 
Dabei wird die vorhandene Oxidschicht mitsamt seinen Verunreinigungen entfernt. Bei 
5 stark angreifenden alkalischen Beizen ist gegebenenfalls eine saure Nachbehandlung not- 
wendig. 

Je nach Oberflachenzustand ist auch ein mechanischer Oberflachenabtrag durch abrasive 
Mittel notwendig. Eine solche Oberflachenvorbehandlung kann beispielsweise durch Schlei- 
fen, Strahlen, Burs ten oder Polieren geschehen und gegebenenfalls durch eine chemische 
10 Nachbehandlung erganzt werden. 

In einer bevorzugten Ausfuhrung wird in einem Bandverfahren eine Vorbehandlungsschicht 
auf ein Aluminiumband aufgebracht. Dazu wird ein Aluminiumband (Al 99,85, Ra 0,04 jam) 

c 

mit 500 mm Breite und 0,3 mm Dicke kontinuierlich bei rund 40 m/min anodisiert. Dabei 
wurden folgende Stufen durchlaufen (durchlaufeneBader): 

15 a) Entfettung bei pH 9 - 9,5, bei ca. 50° C und Bonder V6150/01, 

b) Spulen mit Leitungswasser (Raumtemperatur), 

c) Anodisieren in 20% H 2 S0 4 bei ca. 25°C und 20V Spannung, 

d) Spulen in Leitungswasser bei ca. 50°C und 

e) Spulen in entionisiertem Wasser bei ca. 85°C. 

20 Auf die Vorbehandlungsschicht konnen anschliessend die Schutzschicht oder weitere 
Schichten aufgebracht werden. Das Band wird vorteilhaft erst nach Abschluss der Be- 
schichtung, d.h. nach Beschichtung mit der Schutzschicht, in Bander von gewiinschter Gros- 
se und Form aufgeteilt. 

Die reflektierende Oberflache weist eine Rauhigkeit Ra von zweckmassig weniger als 0,1 |A 
25 m, vorzugsweise von weniger als 0,05 |Lim und insbesondere von weniger als 0,02 [im auf. 
Die Oberflachenrauhigkeit Ra ist definiert in wenigstens einer der DIN-Vorschriften 4761 
bis 4768. 

Die Oberflache des Reflektorkorpers kann glatt oder strukturiert sein und beispielsweise 
eine lichtleitende Struktur in der Auspragung von z.B. eines Rippenmusters mit zahnformi- 
30 gem Querschnitt aufweisen. Die Strukturierung kann z.B. iiber eine Walze mit entsprechen- 
dem Pragemuster erzeugt sein. Die Oberflache des Reflektorkorpers kann beziiglich Struktu- 
rierung oder Rauhigkeit derart beschaffen sein, das die Reflexion der Strahlung gerichtet, 
gestreut oder eine Kombination davon ist. 
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Die vorgenannte Rauhigkeit Ra von strukturierten Oberflachen soil sich auf die einzelnen 
Teilflachen der Oberflachenstruktur beziehen, d.h. die Strukturierung selbst soil sinngemass 
xiicht in die Bestimmung der Rauhigkeit miteinbezogen sein. 

In einer weiteren Ausfuhrung kann auf den Reflektorkorper bzw. auf dessen Vorbehand- 
5 lungsschicht eine die reflektierende Oberflache ausbildende Reflexionsschicht aus einem 
Metall, wie z.B. eine Schicht aus Aluminium, Silber, Kupfer, Gold, Chrom, Nickel oder aus 
einer Legierungen, beispielsweise enthaltend uberwiegend wenigstens eines der genannten 
Metalle, aufgetragen sein. Die Dicke der Reflexionsschicht kann beispielsweise 10 bis 200 
nm (Nanometer) betragen. Ferner kann auf den Reflektorkorper bzw. auf dessen Vorbe- 
10 handlungsschicht zur Einebnung der Oberflachenrauhigkeit eine funktionelle Schicht in der 
Ausfuhrung einer organischen oder anorganischen Sol-Gel-Schicht aufgebracht sein. Die 
Reflexionsschicht kommt hier in der Regel direkt, oder uber eine Haftschicht, auf die funk- 
tionelle Schicht zu liegen. Die Beschaffenheit der funktionellen Schicht ist in EP 918 236 
Al ausfuhrlich beschrieben, 

15 Die Reflexionsschicht kann ferner ein Teil eines Reflexionsschichtsystems sein, wobei das 
Reflexionsschichtsystem eine oder mehrere, auf der Reflexionsschicht aufgebrachten, trans- 
parente Schichten enthalt. Beispielsweise 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 oder 10 transparente 
Schichten - gezahlt ohne die Schutzschicht — erfullen vorteilhaft bezuglich der optischen 
Dicke fur jede Schicht die Formel X/2, wobei insbesondere jede dieser transparenten 

20 Schichten eine Doppelschicht aus jeweils 2 Schichten der Dicke XI A- ist. Die optische Dicke 
jeder transparenten Schicht mit der Formel X/2 kann um ± 40 nm variieren. Bevorzugt ist 
eine transparente Schicht oder weiter bevorzugt sind zwei, drei oder mehrere transparente 
Schichten, die aus gleichen oder unterschiedlichen Materi alien sein konnen, wobei jede der 
transparenten Schichten eine optische Dicke von X/2 ± 40 nm aufweist und insbesondere 

25 eine Doppelschicht der Dicke 2 • A/4 ist. Auf die genannte transparente Schicht oder 
Schichten, als oberste Schicht, resp. als die an der Oberflache liegende Schicht, wird die 
Schutzschicht, die ihrerseits auch transparent ist, angeordnet. X entspricht dem Intensitats- 
maximum der WellenlSnge der reflektierten elektromagnetischen Strahlung. 

Die Materialien der transparenten Schichten des Reflexionsschichtsystems bestehen aus 
30 oder enthalten z.B. Oxide, Nitride, Fluoride, Sulfide usw. von Alkalimetallen, z.B. Li, Na, 
K, Erdalkalimetallen, z.B. Mg, Ca, Sr, Ba, Halbmetallen, wie z.B. Si, Ubergangsmetallen, 
z.B. Sc, Ti, V, Cr,Mn, Fe, Co, Ni, Y, Zr, Nb, Mo, Te, Ru,Rh, Pd, Hf, Ta, W, Re, Os, Ir ,Pt, 
Lanthanoiden, z.B. La, Ce, Pr, Nd, Pm, Dy, Yb, Lu usw. Es konnen namentlich genannt 
werden SiO x , wobei x die Bedeutung von 1,1 bis 2,0 und vorzugsweise 1,8 hat, A1 2 0 3 , 
35 MgF 2 , Ti0 2 , B 2 0 3 , Be-Oxid, ZnO, SnQ 2 , Indium-Zinn-Oxid (TTO), CdS, CdTe und Hafni- 
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um- und Zirkon-Oxide. Vorteilhaft weisen wenigstens eine der transparenten Schichten, mit 
Ausnahme der Schutzschicht, andere Materialien auf, als die Schutzschicht selbst. 

Alle oder einzelne Schichten des Reflexionsschichtsystems sowie die Reflexionsschicht 
konnen beispielsweise durch Gas- oder Dampfphasenabscheidung im Vakuum, (physical va- 
5 por deposition, PVD), durch thermische Verdampfung, durch Elektxonenstrahlverdampfung, 
mit und ohne Ionenunterstiitzung, durch Sputtern, insbesondere durch Magnetronsputtering, 
durch Plasmapolymerisation oder durch chemische Gasphasenabscheidung (chemical vapor 
deposition, CVD) mit und ohne Plasmaunterstiitzung, auf den Reflektorkorper, resp. auf 
eine darauf befindliche Vorbehandlungsschicht, aufgebracht werden. Andere Auftragungs- 

10 verfahren sind Ladder- oder Tauchziehverfahren von im Sol-Gel-Prozess hergestellten Lo- 
sungen mit anschliessender Trocknung, flammpyrolytische Verfahren oder Flammbe- 
schichtung mittels Si02. Es konnen auch zwei oder mehrere Verfahren kombiniert werden. 
Es konnen z.B. PVD-Schichten durch eine Flammbeschichtung mit Si0 2 erganzt werden. 
Die genannten Reflexionsschichtsysteme sind beispielsweise in EP 918 236 Al ausfiihrlich 

15 beschrieben. 

Die Schutzschicht ist zweckmassig ein auf die Reflektorkorperoberflache, die Vorbehand- 
lungsschicht oder gegebenenfalls auf die Reflexionsschicht bzw. auf ein Reflexionsschicht- 
system aufgetragener Sol-Gel-Lack, welcher nach einem Sol-Gel- Verfahren hergestellt und 
auf den Reflektorkorper auf getragen wird. 

20 Der Sol-Gel-Lack ist bevorzugt ein aus einer alkoholischen Silan-Losung, insbesondere Al- 
koxysilan-Losung und einer kollodialen Kieselsaure-Losung hergestelltes Polysiloxan. Das 
Polysiloxan wird insbesondere durch eine Kondensationsreaktion zwischen hydrolisierten 
und vernetzbaren Silanen, insbesondere Alkoxysilanen, und kolloidaler Kieselsaure erzeugt. 

Die Kondensationsreaktion zwischen hydrolisierten Silanen, insbesondere Alkoxysilanen, 
25 untereinander sowie hydrolisierten Silanen, insbesondere Alkoxysilanen, und kolloidaler 
Kieselsaure fuhrt zur Ausbildung eines anorganischen Netzwerkes von Polysiloxanen. 
Gleichzeitig werden organische Gruppen, insbesondere Alkylgruppen bzw. einfache Alkyl- 
gruppen liber Kohlenstoffbindungen in das anorganische Netzwerk eingebaut. Die organi- 
schen Gruppen, bzw. die Alkyl-Gruppen, nehmen jedoch nicht direkt an der Polymerisation 
30 bzw. der Vernetzung der Siloxane teil, d.h. sie dienen nicht zur Ausbildung eines organi- 
schen Polymersystems sondern lediglich zur Funktionalisierung. Die Funktion liegt darin, 
dass die organischen Gruppen, insbesondere die Alkyl-Gruppen, wahrend des Sol-Gel- 
Prozesses an den Aussenseiten der Polysiloxane angehangt werden und dadurch eine gegen 
aussen wasserabstossende Lage ausbilden, welche dem Sol-Gel-Lack eine ausgepragte hy- 
35 drophobe Eigenschaft verleiht. 
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Der beschriebene Sol-Gel -Prozess fiihrt, wie erwahnt, durch gezielte Hydrolyse und Kon- 
densation von Alkoxiden des Siliziums und Kieselsaure zu einem Sol-Gel-Lack aus einem 
anorganischen Netzwerk mit eingebauten Alkylgruppen. Die dadurch erhaltenen Polysiloxa- 
ne sind deshalb eher den anorganischen Polymeren einzuordnen. 

5 Bei der Herstellung einer bevorzugten Ausfiihrung eines Sol-Gel-Lackes als Schutzschicht- 
wird zweckmassig von zwei Basislosungen A und B ausgegangen. 

Die Losung A ist eine alkoholische Losung eines oder mehrerer verschiedener Alkoxysila- 
ne, wobei die Alkoxysilane in einem wasserfreien Medium in nicht hydrolisierter Form vor- 
liegen. Als Losungsmittel wird zweckmassig ein Alkohol, wie beispielsweise Methyl-, 
10 Ethyl-, Propyl- oder Butylalkohol und bevorzugt Isopropylalkohol, verwendet. 

Die Alkoxysilane werden durch die allgemeine Formel X n Si(OR) 4 - n beschrieben, in welcher 
"R" ein einfaches Alkyl ist, vorzugsweise aus der Gruppe umfassend Methyl, Ethyl, Propyl 
und Buthyl. "X" ist zweckmassig ebenfalls ein Alkyl, vorzugsweise aus der Gruppe umfas- 
send Methyl, Ethyl, Propyl „und Buthyl. Zweckmassige Alkoxysilane sind beispielsweise 
15 Tetramethoxysilane (TMOS) und bevorzugt Tetraethoxysilan (TEOS) und Methyltrime- 
thoxysilan (MTMOS) und weitere Alkoxysilane. 

In besonders bevorzugter Ausfuhrungsform wird die Losung A aus Tetraethoxysilan (TEOS) 
und/oder Methyltrimethoxysilan (MTMOS) mit einem Methyl-, Ethyl- oder Propyl- Alkohol 
und insbesondere mit einem Isopropylalkohol als Losungsmittel zubereitet. Die Losung A 
20 kann z.B. 25 - 35 Gew.-% (Gewichts-%), insbesondere 30 Gew.-%, TEOS und 15 - 25 
Gew.-%, insbesondere 20 Gew.-%, MTMOS enthalten, beides gelost in 40 - 60 Gew.-%, 
insbesondere 50 Gew.-%, Isopropylalkohol. 

Die Losung B enthalt in Wasser geloste kolloidale Kieselsaure. In zweckmassiger Ausfiih- 
rung wird die Losung B mittels Saure, vorzugsweise mittels Salpetersaure (HNO3), auf ei- 
25 nen pH-Wert zwischen 2,0 - 4, vorzugsweise zwischen 2,5 - 3,0 und insbesondere von 2,7 
eingestellt. 

Die verwendete Kieselsaure ist zweckmassig eine in saurem Milieu stabilisierte Kieselsaure, 
wobei der pH-Wert der Kieselsaure vorteilhaft bei 2-4 liegt. Die Kieselsaure ist vorteilhaft 
moglichst alkaliarm. Der Alakaligehalt (z.B. Na 2 0) der Kieselsaure liegt bevorzugt unter 
30 0,04Gew.-%. 

Die Losung B enthalt beispielsweise 70 - 80 Gew.-%, insbesondere 75 Gew.-%, Wasser als 
Losungsmittel und 20 - 30 Gew.-%, insbesondere 25 Gew.-%, kolloidale Kieselsaure. Die 
Losung B ist zweckmassig mittels Salpetersaure (HNO3) auf einen pH-Wert zwischen 2,0 - 
3,5, vorzugsweise zwischen 2,5 - 3,0, und insbesondere von 2,7 eingestellt. Eine bevorzugte 
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Kieselsaure-Losung wird beispielsweise durch die Firma Nissan Chemical Industries Ltd. 
mit dem Produktname "SNOWTEX® O" vertrieben. 

Das Zusammenfiihren und Mischen der beiden Basislosungen A und B fuhrt in Gegenwart 
der Salpetersaure zu einer Hydrolysereaktion zwischen dem in Losung B enthaltenen Wasser 
5 und den in Losung A enthaltenen Alkoxysilanen. 

Hydrolyse-Reaktion: Si(OR) n + nH 2 0 -> Si(OH) n +nR(OH) 

Gleichzeitig tritt eine Kondensationsreaktion ein, bei der unter Wasser- Abspaltung aus je- 
weils zwei Si-OH-Gruppen eine Siloxan-Bindung (Si-O-Si) aufgebaut wird. Durch fort- 
schreitende Polymerisation entsteht dabei ein Netzwerk von Polysiloxanen, an welche Al- 
io kyl-Gruppen angegliedert sind. Die neue Mischlosung liegt in einem gelformigen Zustand 
vor. 

Die beiden Losungen A und B werden bevorzugt in einem Gewichts-Verhaltnis von 7 : 3 
Teilen gemischt. 

Der Sol-Gel-Lack wird zweckmassig in Gel-Form auf den Reflektorkorper, bzw. auf die 
15 entsprechende Oberflache, aufgetragen bzw. abgeschieden und anschliessend getrocknet 
bzw. gehartet. Der Trocknungsprozess besteht darin, die im Sol-Gel-Lack verbleibenden 
Wasser und Alkohole auszutreiben, wodurch der Sol-Gel-Lack aushartet und eine witte- 
rungsbestandige und korrosionsfeste Schutzschicht auf der Reflektoroberflache bzw. der 
Reflexionsschicht entsteht. 

20 Die Beschichtung erfolgt zweckmassig in einem kontinuierlichen Verfahren, durch bei- 
spielsweise Aufpinseln, Aufwalzen, Schleudern, Spritzen Tauchen bzw. Tauchziehbe- 
schichten. Besonders bevorzugte kontinuierliche Beschichtungsverfahren sind das Band- 
durchlaufverfahren oder Bandlackierungs verfahren, auch Coil-Coating- Verfahren genannt. 

Die Schichtdicke des ausgeharteten Sol-Gel-Lac kes betragt beispielsweise wenigstens 1 \im, 
25 vorzugsweise wenigstens 2 jiim, und beispielsweise hochstens 40 jam, vorzugsweise hoch- 
stens 20 \xm, insbesondere hochstens 10 jim, und vorteilhaft hochstens 6 fxm. 

Der mit dem SoLGel-Lack beschichtete Reflektor wird zweckmassig mittels Strahlung, wie 
UV-Strahlung, Elektronenstrahlung, Laserstrahlung, oder mittels Wannestrahlung, wie IR- 
Strahlung, oder mittels Konvektionserwarmung oder einer Kombination der vorgenannten 
30 Trockungs- bzw. Hartungs verfahren, getrocknet resp. gehartet. 

Die erhohte Temperatur, gemessen am Reflektorkorper, zur Trockung bzw. Hartung des 
Sol-Gel-Lackes ist zweckmassig grosser als 60° C, vorzugsweise grosser als 150° C und 
insbesondere grosser als 200° C. Die erhohte Temperatur ist ferner zweckmassig Meiner als 
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400°C ? vorzugsweise kleiner als 350°C und insbesondere kleiner als 300°. Die erhohte 
Temperatur liegt besonders bevorzugt zwischen 250°C und 300°C. Bei der Temperaturan- 
gabe handelt es sich urn eine sogenannte "Peak Metal Temperature" (PMT). 

Die erhohte Temperatur kann beispielsweise wahrend 5 Sekunden bis 2 Minuten auf den 
5 Korper einwirken. Der Sol-Gel-Lack wird wahrend einer Zeit von vorzugsweise weniger als 
90 Sekunden, insbesondere von weniger als 60 Sekunden, und von vorzugsweise mehr als 
10 Sekunden, insbesondere von mehr als 30 Sekunden getrocknet bzw. gehartet. Bei Einsatz 
von IR-Strahlung liegen die Trockungszeiten eher im unteren Bereich der angegebenen Auf- 
enthaltszeiten. 

10 Die Konvektionserwarmung kann zweckmassig durch eine Beaufschlagung mit erwarmten 
Gasen, wie Luft, Stickstoff, Edelgase oder Gemischen daraus, erfolgen. Die Sol-Gel- 
Lackschicht wird bevorzugt in einem Durchlaufofen getrocknet. 

Die Reflektoren, beispielsweise in Form von Folien, Bandern oder Blechen, lassen sich nach 
dem Auftrag und Trocknung der Schutzschicht auch umformen. Die Reflektoren konne z.B. 
15 zu Parabolwannen weiterverarbeitet werden. Die Umformung fuhrt dabei kaum zu Rissbil- 
dung in der Schutzschicht. 

Die Reflektoren gemass Erfindung weisen eine gute Schutzwirkung gegen Witterungsein- 
flusse, Korrosion, mechanischen Abbau oder Abrieb bzw. weisen eine hohe Kratzfestigkeit 
auf. Kreidung tritt praktisch keine auf. Da bei der Herstellung der Siloxane kolloidale Kie- 
20 selsaure verwendet wird, lassen sich grossere Schichtdicken im Mikrometerbereich herstel- 
len, bei welchen wahrend des Trocknungs- und Hartungsprozesses keine Rissbildung, z.B. 
aufgrund Volumenkontraktion, entsteht. 

Ferner erlauben die erfindungsgemassen Reflektoren den Einsatz von Aluminiumlegierun- 
gen, ohne dass diese z weeks Erreichen hoher Glanz- und Gesamtreflexionswerte z.B. mit 
25 Rein- oder Reinstaluminium plattiert bzw. beschichtet werden mussen. Im Gegensatz zu den 
Reflektoren aus Rein- oder Reinstaluminium, weisen Letztere jedoch wesentlich hohere 
Festigkeiten auf, was fur verschiedenste Anwendungen unabdingbar ist. 

Der Reflektor weist eine Gesamtreflexion nach DIN 5036 3. Teil, insbesondere eine Ge- 
samtreflexion im sichtbaren und infraroten Wellenlangenbereich, von grosser als 75%, vor- 
30 zugsweise von grosser als 80%, und insbesondere von grosser als 83%, auf. 

Enthalt der Reflektor ein zusatzliches reflexionserhohendes Schichtsystem, betragt die ge- 
nannte Gesamtreflexion uber 75%, voi*zugsweise uber 85%, und insbesondere uber 90%. 
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Der Reflektor weist ferner Glanzwerte im sichtbaren Wellenlangenbereich nach DIN 67530 
von liber 75%, insbesondere von iiber 80% auf. 

Die genannte Gesamtreflexion und der Glanz des erfindungsgemassen Reflektors nimmt 
beispielsweise nach 3000h (Stunden) QUV-Test und insbesondere nach 2000h QUV-Test 
5 urn weniger als 5%, und insbesondere urn weniger als 2% ab. 

Der QUV-Test ist ein kunstlicher Bewitterungstest zur Beurteilung der Witterungsbestan- 
digkeit von Bauteilen und ihren Oberflachen im Freien. Der QUV-Test wurde 1969 durch 
das Unternehmen "Q-Panel" eingefiihrt und ist heute eine international standardisierte Test- 
methode. Der in vorliegenden Versuchen angewendete QUV-Test wurde gemass den Vor- 
10 gaben nach "Standard Practice for Operating Light- and Water-Exposure Apparatus (Fluo- 
rescent UV-Condensation Type) for Exposure of Nonmetallic Materials" der American So- 
ciety for Testing and Materials", bzw. nach ASTM G 53-96, ausgefiihrt. 

Der erfindungsgemasse Reflektor weist ferner im lOOOh "Filiformkorrosionstest" nach DIN 
EN ISO 3665, keine Korrosionserscheinungen auf. Uberdies betragt die Abnahme der Ge- 
15 samtreflexion und des Glanzes im lOOOh "Essigsaure Salzspnihtest" nach DIN 50021 ESS 
weniger als 5%, insbesondere weniger als 2%. 

Des weiteren veifiigen die erfindungsgemassen Reflektoren dank der Sol-Gel-Schutzschicht 
aus Polysiloxanen iiber eine hohe Oberflachenharte. Die Sol-Gel-Schutzschicht weist 
zweckmassig eine Harte gemessen nach der Methode "Bleistiftverfahren nach Wolf Wil- 
20 burn" nach DIN 55350 Teil 18 von grosser "f", vorzugsweise von grosser "h", insbesondere 
von grosser "2h" und vorteilhaft von grosser "3h" auf, wobei grosser im Sinne von harter zu 
verstehen ist. 

Die Sol-Gel-Schicht zeichnet sich zudem durch eine ausgezeichnete Haftung auf dem Re- 
flektorkorper bzw. auf den dariiberliegenden Schichten aus. 

25 Der erfindungsgemasse Reflektor ist herstellbar dadurch, die reflektierende Oberflache aus 
Aluminium oder einer Aluminiumlegierung eine Rauhigkeit Ra von kleiner als 0,1 jtim nach 
DIN 4761 bis 4768 auf weist und der Reflektor eine aussen liegende, abschliessende transpa- 
rente Schutzschicht aus einem Polymer einer Dicke von grosser als 1 \xm enthalt und die 
Schutzschicht in einem kontinuierlichen Coil-Coating- Verfahren auf die reflektierende 

30 Oberflache, die Vorbehandlungsschicht oder das Reflexionsschichtsystem aufgetragen wird 
und die Schutzschicht des Reflektors in einem Durchlaufofen getrocknet und gehartet wird. 

Die Bandbeschichtungsgeschwindigkeit in einem Banddurchlauf verfahren betragt bei- 
spielsweise rund 30m/min. 
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Der Reflektorkorper wird vorzugsweise in einem Durchlaufofen unter Einwirkung von 
Warmestrahlung und/oder Konvektionswarme, vorzugsweise unter Beaufschlagung mit er- 
warmten Gasen getrocknet. 

Die Beschichtung erfolgt zweckmassig bei Raumtemperatur, z.B. bei 10 - 30 °C 7 insbeson- 
5 dere bei 15 - 25 °C. 

Vorliegende Erfindung umfasst auch die Verwendung erfindungsgemasser Reflektoren als 
Reflektoren fur Sonnen- oder Kunstlicht und Infrarotstrahlung und als Lichtleitelemente fiir 
Sonnen- oder Kunstlicht. 

Die erfindungsgemassen Reflektoren sind beispielsweise geeignet als Reflektoren oder 
10 Lichtleitelemente in der Licht- und Leuchtentechnik, wie Reflektoren in Bildschirmarbeits- 
platz-Leuchten, Primarleuchten, Sekundarleuchten, Rasterleuchten, Lichtdecken oder als 
Lichtumlenklamellen. Ferner konnen die erfindungsgemassen Reflektoren in der Solartech- 
nik als S o I ar-Ref 1 ektoren , z.B. in der thermischen Solartechnik, als Solar Booster im Be- 
reich der Photovoltaik, in Solar-Kraftwerken, als lichtkonzentrierende Sonnenkollektoren, in 
15 Solar-Kocher oder Solar-Ofen, eingesetzt werden. 

Ferner konnen die erfindungsgemassen Reflektoren als leichte, unzerbrechliche und gegebe- 
nenfalls beheizbare Spiegel fur Fahrzeuge oder als Scheinwerferreflektoren eingesetzt wer- 
den. Die besagten Reflektoren konnen auch als Fassadenelemente mit reflektierenden Eigen- 
schaften bzw. mit Glanzeigenschaften eingesetzt werden. Die beispielsweise hoch- oder 
20 mattglanzenden Aluminiumoberflachen sind dabei dank der erfindungsgemassen Schutz- 
schicht korrosionsfest versiegelt. 

Die IR-Strahlung, das sichtbare Licht und die UV-Strahlung decken dabei den Wellenlan- 
genbereich von 10" 8 m bis 10' 3 m ab. 

Nachfolgend wird anhand eines Beispiels die Zubereitung und Herstellung einer besonders 
25 bevorzugten Ausftihrung eines Sol-Gel-Lackes beschrieben. Dazu werden eine Losung A 
und eine Losung B vorbereitet: 

Losung A enthalt: 

50 Gew.-% Isopropylalkohol 
30 Gew.-% Tetraethoxysilan (TEOS) 
30 20 Gew.-% Methyltrimethoxysilan (MTMOS) 

Losung B enthalt: 

75 Gew.-% Wasser 
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25 Gew.-% Kolloidale Kieselsaure 

Der pH-Wert der Losung B ist unter Zugabe einer Saure, insbesondere Salpetersaure 
(HN0 3 ), auf ca. 2,7 eingestellt. 

Die Herstellung des Sol-Gel-Lackes und die Beschichtung des Reflektorkorpers erfolgt in 
5 bevorzugter Ausfiihrung wie folgt: 

Einer Basislosung A, wie zuvor beschrieben, in einem Anteil von 70 Gew.-% der Mischlo- 
sung wird unter Ruhren eine Losung B in einem Anteil von 30 Gew.-% der Mischlosung 
zugegeben. Die Losungen A und B werden unter kontinuierlichem Ruhren in eine Mischlo- 
sung uberfuhrt, wobei reaktionsbedingt Warme freigesetzt wird. 

10 Die Mischlosung wird uber eine bestimmte Zeit, beispielsweise wahrend 1 h (Stunde) bis 10 
h, vorzugsweise wahren 4 bis 8 h, insbesondere wahrend rund 6 h geriihrt. 

. Das Gemisch wird anschliessend filtriert. Der Filter dient dem Rtickhalt grosserer Partikel, 
wie z.B. Partikel von kollodialer Kieselsaure. Der Porendurchmesser bzw. die Maschen- 
weite des Filters richtet sich'nach der angestrebten Schichtdicke, da Partikel mit grosserem 
15 Durchmesser als die angestrebte Schichtdicke die Oberflachenqualitat der Schutzschicht 
beeintrachtigen. Die Filtration kann beispielsweise mittels Polypropylenfilter mit einer 
Porositat von 1 jiim erfolgen. 

Die Mischlosung wird zweckmassig auf einem pH-Wert von 2-4, vorzugsweise von 2 bis 
3,5, insbesondere von 2,5 bis 3, und besonders bevorzugt von 2,7, gehalten. Die Anglei- 
20 chung des pH-Wertes erfolgt mittels Saure, bevorzugt mittels Salpetersaure. 

Nach Abschluss des Riihrvorganges kann der Sol-Gel-Lack mittels eines der vorgenannten 
Verfahrens auf den Reflektorkorper oder die dariiber liegenden Schichten aufgetragen und 
nachfolgend, wie vorgangig beschrieben, getrocknet bzw. gehartet werden. 

In vorteilhafter Ausfiihrung des Herstellungsverfahrens wird der Sol-Gel-Lack nach seiner 
25 Herstellung und vor dem Auftrag auf den Reflektorkorper wahrend weniger Minuten bis 
mehreren Stunden, vorzugsweise zwischen 1 und 24 h (Stunden), insbesondere zwischen 12 
und 22 h und besonders bevorzugt wahrend rund 17 h ruhig gestellt. 

Die Elementanalyse des ausgeharteten Sol-Gel-Lackes mittels XPS (X-Ray Photoelectron 
Spectroscopy) weist z.B. die Elemente Sauerstoff, Silizium und rund 5 - 20% (Atomprozen- 
30 te) Kohlenstoff nach. 

Der Aufbau eines erfindungsgemassen Reflektors ist beispielhaft anhand der Figur 1 darge- 
stellt, welche eine Querschnittsansicht durch einen erfindungsgemassen Reflektor zeigt. 
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Der Reflektor (1) besteht aus einem Reflektorkorper (2), welcher ein Walzprodukt aus Alu- 
minium mit einem Reinheitsgrad von grosser 99,8% ist. Die Oberflache des Reflektorkor- 
pers (2) ist entfettet und mit einer Vorbehandlungsschicht (3) versehen. Die Vorbehand- 
lungsschicht (3) ist eine anodisch erzeugte Oxidschicht mit einer Dicke von 300 - 500 nm. 
5 Auf die Vorbehandlungsschicht ist eine Sol-Gel-Lackschicht (4) von 3 |xm Dicke aus Poly- 
siloxanen aufgebracht. 
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Anspruche 

1. Witterungs- und korrosionsbestandiger Reflektor (1) fur elektromagnetische Strahlung, 
insbesondere fur Infrarot-Strahlung, sichtbares Licht und Ultraviolett-Strahlung, mit 
hoher Gesamtreflexion, enthaltend einen Reflektorkorper (2) aus Aluminium oder einer 
5 Aluminiumlegierung mit einer reflektierenden Oberflache oder enthaltend einen Re- 
flektorkorper mit einer eine reflektierende Oberflache ausbildenden Reflexionsschicht 
aus Aluminium oder einer Aluminiumlegierung, 

dadureh gekennzeichnet, dass 

die reflektierende Oberflache aus Aluminium oder einer Aluminiumlegierung eine Rau- 
10 higkeit Ra von kleiner als 0,1 jxm nach DIN 4761 bis 4768 aufweist und der Reflektor 
(1) eine aussen liegende, abschliessende transparente Schutzschicht (4) aus einem Po- 
lymer einer Dicke von grosser als 1 \im enthalt und der Reflektor gemass 2000h QUV- 
Test nach ASTM G 53-96 Einbussen in der Gesamtreflexion und im Glanz von weniger 
als 5% aufweist. 

15 2. Reflektor nach Anspruch 1, dadureh gekennzeichnet, dass die Schutzschicht (4) ein Sol- 
Gel-Lack, vorzugsweise ein Sol-Gel-Lack aus einem Polysiloxan, insbesondere ein Sol- 
Gel-Lack aus einem aus einer alkoholischen Silan-Losung, vorzugsweise einer Alkoxy- 
silan-Losung, und einer wassrigen kolloidalen Kieselsaure-Losung hergestelltes Poly- 
siloxan, ist. 

20 3. Reflektor nach einem der Anspruche 1 bis 2, dadureh gekennzeichnet, dass die transpa- 
rente Schutzschicht ein Sol-Gel-Lack aus vernetzten anorganischen Polysiloxanen mit 
liber Kohlenstoffbindungen mit dem Silizium verbundenen organischen Gruppen, ins- 
besondere Alkylgruppen, ist. 

4. Reflektor nach einem der Anspruche 1 bis 3, dadureh gekennzeichnet, dass der Reflek- 
25 tor eine Gesamtreflexion, insbesondere eine Gesamtreflexion im sichtbaren und infra- 

roten Wellenlangenbereich, nach DIN 5036 von grosser als 75%, vorzugsweise von 
grosser als 80%, und insbesondere von grosser als 83%, aufweist. 

5. Reflektor nach einem der Anspruche 1 bis 4, dadureh gekennzeichnet, dass der Reflek- 
tor im lOOOh "Filiformkorrosionstest" nach DIN EN ISO 3665 keine Korrosionser- 

30 scheinungen aufweist und im lOOOh "Essigsauren Salzspruhtest" nach DIN 50021 ESS 
eine Abnahme der Gesamtreflexion und des Glanzes von weniger als 5%, insbesondere 
von weniger als 2% aufweist. 
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6. Reflektor nach einem der Anspruche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Schutz- 
schicht (4) eine Harte, gemessen nach der Methode "Bleistiftverfahren nach Wolf Wil- 
burn" nach DIN 55350 Teil 18, von grosser "f\ vorzugsweise von grosser "h", insbe- 
sondere von grosser "2h" und vorteilhaft von grosser "3h" aufweist. 

5 7. Reflektor nach einem der Anspruche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Schutz- 
schicht im geharteten Zustand eine Dicke von wenigstens 1 jxm, vorzugsweise wenig- 
stens 2 \xm, und von hochstens 40 |Ltm, vorzugsweise hochstens 20 fim, insbesondere 
hochstens 10 jam, aufweist. 

8. Reflektor nach einem der Anspruche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass der Reflek- 
10 tor einen Reflektorkorper aus Aluminium und/oder eine Beschichtung aus Aluminium 

enthalt und der Aluminiumwerkstoff des Reflektorkorpers und/oder der Beschichtung 
einen Reinheitsgrad von grosser als 99,5%, vorzugsweise grosser als 99,7% und insbe- 
sondere grosser als 99,8% aufweist. 

9. Reflektor nach einem der Anspruche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die reflek- 
15 tierende Oberflache, vorzugsweise die Reflektorkorperoberflache, eine Vorbehand- 

lungsschicht (3) aufweist und die Vorbehandlungsschicht (3) eine in einem rucklosen- 
den oder nicht rucklosenden Elektrolyten anodisch erzeugte Oxidschicht, vorzugsweise 
eine in einem rucklosenden Elektrolyten anodisch erzeugte porose Oxidschicht, insbe- 
sondere eine unverdichtete, porose Oxidschicht, ist und die Schutzschicht (4) unmittel- 
20 bar auf die Oxidschicht aufgetragen ist. 

10. Reflektor nach einem der Anspruche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass auf die re- 
flektierende Oberflache des Reflektors eine durch Chromatierung oder Phosphatierung 
erzeugte Vorbehandlungsschicht aufgebracht ist und die Schutzschicht (4) unmittelbar 
auf die Vorbehandlungsschicht aufgebracht ist. 

25 11. Reflektor nach einem der Anspruche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass auf die 
reflektierende Oberflache des Reflektors eine Vorbehandlungsschicht aufgebracht ist 
und die Vorbehandlungsschicht eine Gelbchromatierschicht, eine Griinchromatier- 
schicht, eine Phosphatschicht oder eine chromfreie Vorbehandlungsschicht ist, die in 
einem Elektrolyten, enthaltend wenigstens eines der Elemente Ti, Zr, F, Mo oder Mn, 

30 aufgewachsen ist. 

12. Reflektor nach einem der Anspruche 9 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass die Vorbe- 
handlungsschicht eine Dicke von wenigstens 10 nm, vorzugsweise von wenigstens 20 
nm und insbesondere von wenigstens 50 nm und besonders bevorzugt von wenigsten 
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100 nm und eine Dicke von maximal 5000 nm, vorzugsweise von maximal 500 nm 
aufweist. 

13. Reflektor nach einem der Anspriiche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass der Re- 
flektorkorper ein Walzprodukt, insbesondere ein Blech, Band oder eine Platte, aus ei- 

5 nem walzbaren Aluminium oder Aluminiumlegierung ist unddie Rauhigkeit Ra der re- 
flektierenden Oberflache kleiner als 0,05 |mm ist. 

14. Reflektor nach einem der Anspriiche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass der Re- 
flektorkorper ein gewalztes Blech oder Band aus Aluminium oder einer Aluminiumle- 
gierung mit einer Dicke von 0,1 bis 4 mm, bevorzugt von 0,2 bis 1,5 mm und insbeson- 

10 dere von 0,3 bis 1 mm ist. 

15. Reflektor nach einem der Anspriiche 1 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass die Schutz- 
schicht (4) auf die Reflektorkorperoberflache oder auf dessen Vorbehandlungsschicht 
aufgetragen ist. 

16. Reflektor nach einem der Anspriiche 1 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass der Re- 
15 flektor einen Reflektorkorper aus Aluminium, einer Aluminiumlegierung, aus einem Ei- 

senmetall oder aus Kunststoff mit einer Reflexionsschicht aus Aluminium oder einer 
Aluminiumlegierung enthalt und die Schutzschicht auf die Reflexionsschicht aufgetra- 
gen ist. 

17. Reflektor nach einem der Anspriiche 1 bis 16, dadurch gekennzeichnet, dass der Re- 
20 flektorkorper ein Reflexionsschichtsystem aus einer reflektierenden Schicht und einem 

reflexionserhohendem Schichtsystem mit einer oder mehreren auf die reflektierende 
Schicht aufgebrachten, transparenten Schichten enthalt und die abschliessende Schutz- 
schicht auf das Reflexionsschichtsystem aufgebracht ist. 

18. Reflektor nach Anspruch 17, dadurch gekennzeichnet, dass der Reflektor eine Gesam- 
25 treflexion, insbesondere eine Gesamtreflexion im sichtbaren und infraroten Wellenlan- 

genbereich, nach DIN 5036 von grosser als 75%, vorzugsweise von grosser als 85%, 
und insbesondere von grosser als 90%, aufweist. 

19. Verfahren zur Herstellung eines Witterungs- und korrosionsbestandigen Reftektors (1) 
fur elektromagnetische Strahlung, insbesondere fur Infrarot-Strahlung, sichtbares Licht 

30 und Ultraviolett-Strahlung, mit hoher Gesamtreflexion, enthaltend einen Reflektorkor- 
per (2) aus Aluminium oder einer Aluminiumlegierung mit einer reflektierenden Ober- 
flache oder enthaltend einen Reflektork6rper mit einer Reflexionsschicht aus Alumini- 
um oder einer Aluminiumlegierung, nach Anspruch 1, 
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dadurch gekennzeichnet, dass 

die reflektierende Oberflache aus Aluminium oder einer Aluminiumlegierung eine Rau- 
higkeit Ra von kleiner als 0,1 \xm nach DIN 4761 bis 4768 aufweist und der Reflektor 
(1) eine aussen liegende, abschliessende transparente Schutzschicht (4) aus einem Po- 
5 lymer einer Dicke von grosser als 1 jam enthalt und die Schutzschicht (4) in einem kon- 
tinuierlichen Coil-Coating- Verfahren auf die reflektierende Oberflache, die Vorbe- 
handlungsschicht oder das Reflexionsschichtsystem aufgetragen wird und die Schutz- 
schicht (4) des Reflektors (1) in einem Durchlaufofen getrocknet und gehartet wird. 

20. Verfahren nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, dass der Reflektorkorper bei 
10 Raumtemperatur mit der Schutzschicht beschichtet wird und die Schutzschicht des Re- 
flektors in einem Durchlaufofen unter Einwirkung von Warmestrahlung und/oder Kon- 
vektionswarme, vorzugsweise unter Beaufschlagung mit erwarmten Gasen getrocknet 
wird. 

21. Verfahren nach einem der Anspruche 19 bis 20, dadurch gekennzeichnet, dass die 
15 Schutzschicht des Reflektors bei einer Temperatur des Reflektors zwischen 110 und 

400° C, vorzugsweise zwischen 200 und 350°C und insbesondere zwischen 250 und 
300°C wahrend einer Zeit von weniger als 90 Sekunden, vorzugsweise weniger als 60 
Sekunden, getrocknet wird. 

22. Verwendung der Reflektoren nach Anspruch 1 als Reflektoren fur Sonnen- oder Kunst- 
20 licht und Infrarotstrahlung und als Lichtleitelemente fiir Sonnen- oder Kunstlicht. 

23. Verwendung der Reflektoren nach Anspruch 22 in der Licht- und Leuchtentechnik als 
Reflektoren in Bildschirmarbeitsplatz-Leuchten, Primarleuchten, Sekundarleuchten, Ra- 
sterleuchten, Lichtdecken oder als Lichtumlenklamellen und in der Solartechnik als 
S olar-Ref lektoren in Solar-Kraftwerken, Solar-Kocher oder Solar-Ofen. 



WO 01/86327 



PCT7EP01/04752 



1/1 



Fig. 1 



1 



4 3 2 



INTERNATIONAL SEARCH REPORT 



lntemaMM|l Application No 

PCT/W 01/04752 



A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER 

IPC 7 G02B5/08 F21V7/22 



According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC 



B. FIELDS SEARCHED 



Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) 

IPC 7 602B F21V 



Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched 
Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used) 

EPO-Internal , PAJ, WPI Data 



C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT 



Category 



Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages 



Relevant to claim No. 



x 



US 5 985 046 A (HINDS PAULA A ET AL) 
16 November 1999 (1999-11-16) 



1,4,7, 
13-15, 
19-21 



column 1, 

column 1, 

column 2, 

column 3, 

column 4, 



line 22 

line 53 

line 6 - 

line 9 - 

line 38 



- line 26 

- line 60 
line 32 
line 58 

- line 39 



US 5 478 414 A (BOMBALSKI ROBERT E ET AL) 
26 December 1995 (1995-12-26) 



1,7,13, 
14,19 



column 1, line 

column 4, line 

column 5, line 

column 8, line 

column 9, line 



44 
11 
37 
11 
21 



1 ine 
1 ine 
1 ine 
1 ine 



• line 

column 13, line 19 - line 



60 
25 
44 
28 
28 
22 



-/~ 



X I Further documents are listed in the continuation of box C. 



ID 



Patent family members are listed in annex. 



° Special categories of cited documents : 

"A" document defining the general state of the art which is not 
considered to be of particular relevance 

"E" earlier document but published on or after the international 
filing date 

"L" document which may throw doubts on priority claim (s) or 
which is cited to establish the publication date of another 
citation or other special reason (as specified) 

"O 1 document referring to an oral disclosure, use, exhibition or 
other means 

"P" document published prior to the international filing date but 
later than the priority date claimed 



"T" later document published after the international filing date 
or priority date and not in conflict with the application but 
cited to understand the principle or theory underlying the 
invention 

"X" document of particular relevance; the claimed invention 
cannot be considered novel or cannot be considered to 
involve an inventive step when the document is taken alone 

"Y" document of particular relevance; the claimed invention 

cannot be considered to involve an inventive step when the 
document is combined with one or more other such docu- 
ments, such combination being obvious to a person skilled 
in the art. 

document member of the same patent family 



Date of the actual completion of the international search 



18 October 2001 



Date of mailing of the international search report 



29/10/2001 



Name and mailing address of the ISA 

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 
NL - 2280 HV Rijswijk 
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, 
Fax: (+31-70) 340-3016 



Authorized officer 



Ciarrocca, M 



Form PCT/ISA/210 (second sheei) (July 1992) 



INTERNATIONAL SEARCH REPORT 



internatjtftol Application No 

PCT/ff 01/04752 



C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT 



Category 



Citation of document, with indication .where appropriate, of the relevant passages 



Relevant to claim No. 



X 



X 



DE 298 12 559 U (ALANOD ALUMINIUM 
VEREDLUNG GMB) 

25 November 1999 (1999-11-25) 
page 3, paragraph 2 

page 4, paragraph 2 -page 5, paragraph 3; 
figure 1 

page 7, paragraph 4 

page 8, last paragraph -page 9, last 

paragraph 

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN 

vol. 018, no. 142 (P-1706), 

9 March 1994 (1994-03-09) 

-& JP 05 323107 A (MATSUSHITA ELECTRIC 

WORKS LTD), 7 December 1993 (1993-12-07) 

abstract 

-& DATABASE MP I 

Section Ch, Week 199402 

Derwent Publications Ltd., London, GB; 

Class A89, AN 1994-013336 

XP002151850 

abstract 

WO 91 16197 A (CARDINAL IG COMPANY) 

31 October 1991 (1991-10-31) 

page 5, last paragraph -page 6, line 9 

page 8, paragraph 2; figure 2 

page 15, line 4 - line 10 

EP 0 816 875 A (ALUSUISSE LONZA SERVICES 
AG) 7 January 1998 (1998-01-07) 



abstract 

page 3, line 22 

page 4, 1 i ne 10 

page 5, line 6 - 

page 5, line 27 

page 7, line 40 

page 8, line 5 - 



- line 38 

- line 32 
line 8 

- line 28 

- line 44 
line 25; table 1 



EP 0 824 154 A (ALUSUISSE LONZA SERVICES 
AG) 18 February 1998 (1998-02-18) 

column 3, line 36 -column 4, line 35 
column 7, line 54 -column 8, line 38 
column 9, line 56 -column 10, line 57 
column 12, line 26 - line 30 
column 14, line 13 - line 53; figure 1 

EP 0 568 943 A (ALUMINUM CO OF AMERICA) 
10 November 1993 (1993-11-10) 
column 1, line 34 -column 2, line 18 



1-4,9, 
14-19, 
22,23 



14 7 

9 9 9 

16,19-21 



1,5,7, 
16,19 



1-4,8,9, 

13-15, 

19,22,23 



1-4, 
7-14, 

17-23 



1,2,13, 
19 



Form PCT/ISA/210 (continuation of second sheet) (July 1992) 



INTERNATIONAL SEARCH REPORT 

nation on patent family members 


InternatiMtol Application No 

PCT/ff 01/04752 


Patent document 
cited in search report 


Publication 
date 


Patent family 
member(s) 


Publication 
date 



US 5985046 A 16-11-1999 US 5725683 A 10-03-1998 



US 5478414 A 26-12-1995 US 5290424 A 01-03-1994 

US 5637404 A 10-06-1997 

US 5955147 A 21-09-1999 



DE 29812559 



U 



25-11-1999 DE 



29812559 Ul 



25-11-1999 



JP~ 05323107 



WO 9116197 



07-12-1993 JP 



3103196 B2 



31-10-1991 



CA 
WO 
US 



2081341 Al 
9116197 Al 
5215832 A 



23-10-2000 



26-10-1991 
31-10-1991 
01-06-1993 



EP 0816875 



A 



07-01-1998 



EP 
AU 
AU 
CA 
JP 
US 
US 



0816875 Al 
710729 B2 
2473297 A 
2208302 Al 
10068805 A 
6067189 A 
5978133 A 



07-01- 
30-09- 
15-01- 
28-12- 
10-03- 
23-05- 
02-11- 



•1998 
1999 
1998 
■1997 
1998 
•2000 
1999 



EP 


0824154 


A 


18- 


-02- 


•1998 


CH 


691063 


A5 


12-04-2001 














CH 


691064 


A5 


12-04-2001 














AU 


3246597 


A 


19-02-1998 














CA 


2212833 


Al 


15-02-1998 














EP 


0824154 


Al 


18-02-1998 














JP 


10090505 


A 


10-04-1998 














NO 


973736 


A 


16-02-1998 














US 


5919561 


A 


06-07-1999 


EP 


0568943 


A 


10- 


-11- 


•1993 


EP 


0568943 


Al 


10-11-1993 



Form PCT/ISA/210 (patent family annex) (July 1992) 



INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT 



Internati^ales Aktenzeichen 

PCT/W 01/04752 



A. KLASSI FIZIERUNG DES ANNIELDUNGSGEGENSTANDES 

IPK 7 G02B5/08 F21V7/22 



Nach der Intemationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK 



B. RECHERCHtERTE GEBIETE 



Recherchierter Mindestprtifstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole ) 

IPK 7 G02B F21V 



Recherchierte aber nicht zum Mindestprtifstoff gehorende Veroffentlichungen, soweit diese unterdie recherchierten Gebiele fallen 



Wahrend der intemationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe) 

EPO-Internal , PAJ, WPI Data 



C. ALS WESENTL1CH ANGESEHENE UNTERLAGEN 



Kategorie c 



Bezeichnung der Veroffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile 



Betr. Anspruch Nr. 



x 



US 5 985 046 A (HINDS PAULA A ET AL) 
16. November 1999 (1999-11-16) 



1,4,7, 
13-15, 
19-21 



Spalte 1, Zeile 22 

Spalte 1, Zeile 53 

Spalte 2, Zeile 6 - 

Spalte 3, Zeile 9 - 

Spalte 4, Zeile 38 



- Zeile 26 

- Zeile 60 
Zeile 32 
Zeile 58 

- Zeile 39 



X 



US 5 478 414 A (BOMBALSKI ROBERT E ET AL) 
26. Dezember 1995 (1995-12-26) 



1,7,13, 
14,19 



Spalte 1, Zeile 44 - 
Spalte 4, Zeile 11 - 
Spalte 5, Zeile 37 - 
Spalte 8, Zeile 11 - 
Spalte 9, Zeile 21 - 
Spalte 13, Zeile 19 - 



Zeile 60 
Zeile 25 
Zei le 44 
Zeile 28 
Zeile 28 
Zeile 22 



-/-- 



m 



X 1 Weitere Veroffentlichungen sind der Fortseizung von Feld C zu 
entnehmen 



x 



Siehe Anhang Patentfamilie 



° Besondere Kategorien von angegebenen Veroffentlichungen : 

"A" Veroffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, 
aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist 

"E 1 alteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem intemationalen 
An melde datum veroffentlicht worden ist 

■L" Veroffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritatsanspmch zweifelhaft er- 
scheinen zu lassen, oder durch die das Veroffentlichungsdalum einer 
anderen im Recherchenbericht genannten Veroffentlichung belegt werden 
soli oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie 
ausgefuhrt) 

"O" Veroffentlichung, die sich auf elne mundliche Offenbarung, 

eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere MaGnahmen bezieht 

"P" Veroffentlichung, die vor dem Intemationalen Anmeldedatum, aber nach 
dem beanspruchten Prior/tatsdatum veroffentlicht worden ist 



"T" Spatere Veroffentlichung, die nach dem intemationalen Anmeldedatum 
oder dem Prioritatsdatum veroffentlicht worden ist und mit der 
Anmeldung nicht kollidiert, sondem nur zum Verstandnis des der 
Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden 
Theorie angegeben ist 

'X' Veroffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung 
kann allein aufgrund dieser Veroffentlichung nicht als neu oder auf 
erfinderischerTatigkeit beruhend betrachtet werden 

■Y* Veroffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung 
kann nicht als auf erfinderischerTatigkeit beruhend betrachtet 
werden, wenn die Veroffentlichung mit einer oder mehreren anderen 
Veroffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und 
diese Verbindung fur einen Fachmann naheliegend ist 

Veroffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist 



Datum des Abschlusses der intemationalen Recherche 



18. Oktober 2001 



Absendedatum des intemationalen Recherchenberichts 



29/10/2001 



Name und Postanschrift der Intemationalen Recherchenbehorde 

Europaisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 
NL-2280 HV Rijswijk 
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, 
Fax: (+31-70) 340-3016 



Bevollmachtigter Bedlensteter 



Ciarrocca, M 



Formblatt PCT/ISA/210 (Blaft 2) (Juli 1992) 



INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT 



Interna 

PCT 



les Aktenzeichen 

01/04752 



C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN 



Kategorie c 



Bezeichnung der Veroffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile 



Betr. Anspruch Nr. 



x 



x 



A 



DE 298 12 559 U (ALANOD ALUMINIUM 
VEREDLUNG GMB) 

25. November 1999 (1999-11-25) 
Seite 3, Absatz 2 

Seite 4, Absatz 2 -Seite 5, Absatz 3; 
Abbi ldung 1 
Seite 7, Absatz 4 

Seite 8, letzter Absatz -Seite 9, letzter" 
Absatz 



PATENT ABSTRACTS OF JAPAN 

vol. 018, no. 142 (P-1706), 

9. Marz 1994 (1994-03-09) 

-& JP 05 323107 A (MATSUSHITA ELECTRIC 

WORKS LTD), 7. Dezember 1993 (1993-12-07) 

Zusammenfassung 

-& DATABASE WPI 

Section Ch, Week 199402 

Derwent Publications Ltd., London, GB; 

Class A89, AN 1994-013336 

XP002151850 

Zusammenfassung 



W0 91 16197 A (CARDINAL IG COMPANY) 

31. Oktober 1991 (1991-10-31) 

Seite 5, letzter Absatz -Seite 6, Zeile 9 

Seite 8, Absatz 2; Abbi ldung 2 

Seite 15, Zeile 4 - Zeile 10 

EP 0 816 875 A (ALUSUISSE LONZA SERVICES 
AG) 7. Januar 1998 (1998-01-07) 



Zusammenfassung 
Seite 3. Zeile 22 



Seite 4 
Seite 5 
Seite 5 
Seite 7 
Seite 8 



Zeile 10 
Zeile 6 - 
Zeile 27 
Zeile 40 
Zeile 5 - 



- Zeile 38 

- Zeile 32 
Zeile 8 

- Zeile 28 

- Zeile 44 
Zeile 25; Tabelle 1 



EP 0 824 154 A (ALUSUISSE LONZA SERVICES 
AG) 18. Februar 1998 (1998-02-18) 

Spalte 3, Zeile 36 -Spalte 4, Zeile 35 

Spalte 7, Zeile 54 -Spalte 8, Zeile 38 

Spalte 9, Zeile 56 -Spalte 10, Zeile 57 

Spalte 12, Zeile 26 - Zeile 30 

Spalte 14, Zeile 13 - Zeile 53; Abbi ldung 

1 

EP 0 568 943 A (ALUMINUM CO OF AMERICA) 

10. November 1993 (1993-11-10) 

Spalte 1, Zeile 34 -Spalte 2, Zeile 18 



1-4,9, 
14-19, 
22,23 



1,4,7, 
16,19-21 



15 7 
16,19 



1-4,8,9, 

13-15, 

19,22,23 



1-4, 

7-14, 

17-23 



1,2,13, 
19 



Formblatt PCT/ISA/210 (Fortselzung von Blatt 2) (Juli 1992) 



INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT 

Angaben zu Veroffentlichunge 3 zur selben Patentfamllie gehdren 



Interna 

PCT 



1M| 



es Aktenzeichen 

01/04752 



lm Recherchenbericht 


Datum der 




Mitglied(er) der 




Datum der 


angefiihrtes Patentdokument 


VerOffentlichung 




Patentfamilie 




Veroffentlichung 


US 5985046 A 


16-11-1999 


US 


5725683 


A 


10-03-1998 


US 5478414 A 


26-12-1995 


US 


5290424 


A 


01-03-1994 






US 


5637404 


A 


10-06-1997 






US 


5955147 


A 


21-09-1999 



DE 


29812559 


U 


25- 


■11- 


1999 


DE 


29812559 


Ul 


25-11-1999 


JP 


05323107 


A 


07- 


•12- 


1993 


JP 


3103196 


B2 


23-10-2000 


WO 


9116197 


A 


31- 


-10- 


1991 


CA 


2081341 


Al 


26-10-1991 




r 










WO 


9116197 


Al 


31-10-1991 














US 


5215832 


A 


01-06-1993 


EP 


0816875 


A 


07- 


-01- 


■1998 


EP 


0816875 


Al 


07-01-1998 














AU 


710729 


B2 


30-09-1999 














AU 


2473297 


A 


15-01-1998 














CA 


2208302 


Al 


28-12-1997 














JP 


10068805 


A 


10-03-1998 














US 


6067189 


A 


23-05-2000 














US 


5978133 


A 


02-11-1999 


EP 


0824154 


A 


18- 


-02- 


•1998 


CH 


691063 


A5 


12-04-2001 














CH 


691064 


A5 


12-04-2001 














AU 


3246597 


A 


19-02-1998 














CA 


2212833 


Al 


15-02-1998 














EP 


0824154 


Al 


18-02-1998 














JP 


10090505 


A 


10-04-1998 














NO 


973736 


A 


16-02-1998 














US 


5919561 


A 


06-07-1999 


EP 


0568943 


A 


10- 


-11- 


■1993 


EP 


0568943 


Al 


10-11-1993 



r 



Formblatt PCT/ISA/210 (Anhang Patentfamilie)(Juli 1992) 



